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Condensed State Physics

Рис. 1. Спектры КРС образцов твердого раствора Si1 – xGex при х = 0,3 
(1 – исходные образцы; 2 – образцы после обработки в водородной плазме;  

3 – образцы после обработки в водородной плазме и термообработки при 275 °С в течение 20 мин)
Fig. 1. Raman spectra of samples of the Si1 – xGex solid solution at х = 0.3 

(1 – initial samples; 2 – samples after treatment in hydrogen plasma;  
3 – samples after treatment in hydrogen plasma and heat treatment at 275 °C for 20 min)

Рис. 2. Смещение максимумов полос в спектрах КРС  
образцов твердого раствора Si1 – xGex в зависимости от содержания германия  

(а – колебание связи Si — Ge; б – колебание связи Ge — Ge; в – колебание связи Si — Si;  
1 – исходные образцы; 2 – образцы после обработки в водородной плазме)

Fig. 2. Shift of band maxima in the Raman spectra 
of samples of the Si1 – xGex solid solution depending on the germanium content 

(a – vibration of the Si — Ge bond; b – vibration of the Ge — Ge bond; c – vibration of the Si — Si bond; 
1 – initial samples; 2 – samples after treatment in hydrogen plasma)


